
データ (半導体分野)

概要

AFMは微細な探針で試料表面を走査し、ナノスケールの凹凸形状を三次元的に計測する手法です。
金属・半導体・酸化物などの材料評価だけでなく、毛髪やコンタクトレンズなどのソフトマテリアルまで幅
広い材料を測定可能です。
本資料では、様々な材質のAFM像をご紹介します。
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AFMデータ集

Si基板上に
Ptをスパッタ

Si基板上に
Cを蒸着

Si基板

Si基板上に
C蒸着後、Ptスパッタ

Si基板上に
Ptスパッタ後、Cを蒸着

✔蒸着による最表面の微細な形状変化を評価することができます。
✔試料最表面の形状を敏感に捉えることができます。

 シリコン基板へのC蒸着およびPtスパッタリングによる表面形状評価 (1μm角)
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GaAs ガラス

■材料評価 (1μm角)

✔各種基板・膜の表面形状の
差異を観察できます。
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TiN
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 基板

 成膜

Al ※突起がわかりやすい配色にしています。
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AFMデータ集

 注射針 (30μm角)

 皮膚 (5μm角) 毛髪 (50μm角)

外径部
シリコーン膜除去前

内径部
シリコーン膜除去前

内径部
シリコーン膜除去後

外径部
シリコーン膜除去後

外径部

内径部

注射針先端部

着色部/非着色部境界

 カラーコンタクトレンズ (10μm角)

非着色部 着色部

カラーコンタクトレンズ

キューティクルが
見える毛髪

キューティクルが
見えない毛髪 三次元培養ヒト皮膚

low

high

low

high

low

high


